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バックグラウンドレベル

---O:バックグラウンドレベル

バックグラウンドレベル
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データ

元素

Li ＜5.0

Na ＜5.0

Mg 9.8

Al 37

Ti 4400

元素

Cr ＜5.0

Fe ＜5.0

Ni ＜5.0

Cu ＜5.0

Zn 68

（単位：ppb）

①必要量のSi太陽電池片を採取
②Si表面を洗浄
③薬液にてSiを全溶解

表面汚染あり 表面汚染を除去 溶解

図1 ICP-MS分析の前処理

表 結晶Si太陽電池のICP-MSによる
不純物分析結果（Si基板中）

図2 SIMSによる深さ方向分析

Tiの深さ方向分布H,C,N,O,Fの深さ方向分布
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特徴的な値を示したTiについてSIMS測定

概要

結晶Si太陽電池の基板成長からセル形成までの各工程で必要とされている不純物量制御のための評
価法として、高感度分析による元素濃度測定をご提案します。金属元素はppb以下、Hを含む大気成分
元素についてはppm以下の濃度まで計測可能です。
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金属元素および大気成分元素の極微量分析

測定法 ：SIMS・ICP-MS・エッチング・解体
製品分野 ：太陽電池
分析目的 ：微量濃度評価・製品調査
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